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Nazwa przedmiotu
Techniki pomiarowe [S2IMat1>TechPom]

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/Semestr

Inzynieria materiatowa 1/1

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

- ogolnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc¢

stacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratorium Inne (np. online)
15 0 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

15 0

Liczba punktéw ECTS

2,00

Koordynatorzy Wyktadowcy

dr inz. Radomir Majchrowski
radomir.majchrowski@put.poznan.pl

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza z zakresu metrologii dlugosci i kgta, wiadomosci z fizyki oraz matematyki.
Umiejetnosci: logicznego myslenia, korzystania z informacji pozyskiwanych z biblioteki i Internetu.
Rozumienie potrzeby uczenia sie i pozyskiwania nhowej wiedzy.

Cel przedmiotu

Przyswojenie podstawowych poje¢ z technik pomiarowych. Zapoznanie sie z przyrzgdamii metodami
pomiarowymi oraz systemami pomiarowymi stosowanymi w budowie maszyn. Poznanie wiadomosci z
metod pomiaru topografii powierzchni w skali Mikro i Nano. Zdobycie umiejetnosci obliczania i doboru
tolerancji i symbolu pasowania dla otwordow i watkdw, doboru tolerancji, pasowania oraz szeregu gwintow,
szacowania niepewnosci pomiaru metodg typu A i B.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:

student zna metody pomiarowe oraz systemy pomiarowe stosowane w budowie maszyn — k_w03
student zna podstawowe wyposazenie pomiarowe stosowane do pomiaréw czesci maszyn — k_w03
ma uporzgdkowang, podbudowang teoretycznie wiedze z zakresu metrologii powierzchni — k_w03,



k_ w10

Umiejetnosci:

student potrafi oblicza¢ i dobierac¢ tolerancje i symbole pasowan dla otwordéw i watkow, gwintéw oraz
innych czesci maszyn — k_u09

student umie dobiera¢ przyrzady pomiarowe do pomiaréw czesci maszyn —k_u08, k_u10

umie oblicza¢ niepewnos¢ pomiaréw metodg typu ai b — k_u09, k_u12

umie oblicza¢ niepewnosc¢ dla pomiarow posrednich — — k_u09, k_u12

Kompetencje spoteczne:

1. student potrafi wspotpracowac w grupie - k_k03

2. ma swiadomo$¢ wazno$ci i rozumienia pozatechnicznych aspektow i skutkdéw dziatalnosci
inzynierskiej, w tym jej wptywu na $rodowisko i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci za podejmowane
decyzje — k k02

Metody weryfikacji efektéw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Wyktad: Zaliczenie na podstawie kolokwium sktadajgcego sie z 5 pytan, przeprowadzane na koniec
semestru.

Cwiczenia: Zaliczenie na podstawie kolokwium sktadajgcego sie z 2 zadan, przeprowadzane na koniec
semestru.

Tresci programowe

Wyktad:

. Przyrzady pomiarowe stosowane w pomiarach dtugo$ci i kata. Uktad tolerancji i pasowan
. Pomiary odchytek ksztattu i potozenia, pomiary chropowatos¢ powierzchni

. Wprowadzenie do wspotrzednosciowej techniki pomiarowe;j

. Metody stykowe i optyczne pomiaru topografii powierzchni

. SPM — metody mikroskopii z sondg skanujgca

. Tryby pracy AFM (Contact Mode, TappingMode, LFM, EFM, Force Distance Curves)
. Pomiary topografii powierzchni — dobér metody (diagram Stedman’a)

3. Badanie wad powierzchni przy wykorzystaniu termowizji aktywnej

Cwiczenia:

1. Tolerancje i pasowania

2. Obliczanie niepewnos$ci pomiaru

3. Wprowadzenie do analizy wymiarowej
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Metody dydaktyczne

1. Wyktad: prezentacja ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy, rozwigzywanie zadan.
2. Cwiczenia: rozwigzywanie zadan, dyskusja.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do kolokwidéw/egzaminu,
wykonanie projektu)

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 50 2,00
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 34 1,00
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 15 1,00




